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Abstract (en)
The invention relates to an ion filter in the manner of a four-pole network for a mass spectrometer. The filter is split longitudinally into four elongated,
solid body elements (11). Each body element has a surface (hyperbolic surface 14) (which is hyperbolic in cross-section, is elongated and is directed
towards the interior of the filter) as well as stop surfaces (12) for resting on corresponding surfaces of the adjacent body elements. According to
the invention, it is provided that the hyperbolic surface (14) and the stop surfaces (12) of a body element (11) are arranged such that they have no
undercuts from at least one common view, or no undercuts are visible from this direction. The surfaces which are critical to the dimension tolerances
of the complete ion filter can in consequence be removed jointly using a single machining tool, and in particular they can be machined by grinding.
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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Ionenfilter nach Art eines Quadrupols für ein Massenspektrometer. Das Filter ist längsgeteilt in vier langgestreckte, massive
Teilkörper (11). Jeder Teilkörper weist eine im Querschnitt hyperbelförmige, langgestreckte und zum Filterinneren gerichtete Fläche (Hyperbelfläche
14) sowie Anschlagflächen (12) zur Anlage an entsprechenden Flächen der benachbarten Teilkörper auf. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die
Hyperbelfläche (14) und die Anschlagflächen (12) eines Teilkörpers (11) so angeordnet sind, daß sie aus mindestens einer gemeinsamen Ansicht
keine Hinterschneidungen aufweisen bzw. aus dieser Richtung sichtbar sind. Die für die Abmessungstoleranzen des fertigen Ionenfilters kritischen
Flächen können dadurch gemeinsam mit einem einzigen Bearbeitungswerkzeug abgetragen, insbesondere durch Schleifen bearbeitet werden.
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